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Abstract of FR2782383 

The device has an interferometer measuring system that includes a Fizeau wedge (18,20) delimited by two fixed, 
transparent plates slightly inclined to each other. The interferometer system has an optical transformer (12,16) to 
transform the light beam into a slightly divergent spherical light wave, which illuminates the Fizeau wedge, to 
eliminate measurement uncertainties resulting from parasitic reflections on the first plate. The light beam passes 
through the Fizeau wedge along an optical path of fixed length and enters the wedge (18,20) through the first plate. 
The external face of the first plate is treated with an anti-reflective material. The system has a high resolution detector 
(30,32), of interference fringes resulting from reflections of the light beam on the two internal faces of the two plates. 
The detector generates electrical signals corresponding to the interference fringes. An electrical signal processor 
(72,74,76) calculates the wavelength of the light beam from maximal positions of the electrical signals. 
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APPAREIL DE MESURE DE LA LONGUEUR D^NDE D'UN FAISCEAU LUMINEUX. 

Appareil de mesure de la longueur d'onde d'un fals- 
ceau iumineux. _ M . ,„ 

Cet appareil comprend au moins un coin de Fizeau (18, 
20) delimite par des premiere et deuxieme lames, des 
moyens (30, 32) de detection, a haute resolution, de franges 
d'interference resultant de reflexions du faisceau Iumineux 
sur les faces internes des lames, des moyens (72, 74, 76) 
de traitement des signaux electriques, engendres par les 
moyens de detection, pour calculer la longueur d'onde du 
faisceau, et des moyens (12, 16) pour transformer le fais- 
ceau en une onde lumineuse spherique legerement diver- 
gente et pour eclairer le coin de Fizeau avec cette onde. 
Application aux faisceaux lasers. 
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APPAREIL DE MESURE DE IA LONGUEUR D'ONDE D'UN FAISCEAU 

LUMINEUX 

DESCRIPTION 



DOMAINE TECHNIQUE 

5 La presente invention concerne un appareil 

de mesure de la longueur d'onde d'un faisceau lumineux. 

Elle s' applique notamment aux faisceaux 
lasers, par exemple a ceux qui sont utilises en 
spectroscopie ou pour la separation isotopique par 
10 laser. 

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE 

On connait deja des appareils de mesure de 
la longueur d'onde d'un faisceau lumineux par le 
document (1) qui, comme les autres documents cites par 
15 la suite, est mentionne a la fin de la presente 
description . 

On connait aussi, par les documents (2), 

(3) et (4), un tel appareil qui comprend un coin de 
Fizeau (« Fizeau wedge ») ayant une lame d f entree a 

20 faces paralleles, ce coin de Fizeau etant utilise en 
reflexion. Cet appareil permet de mesurer la longueur 
d'onde d'un faisceau lumineux de maniere absolue et 
avec precision mais pose un probleme de fiabilite des 
mesures . 

25 Le document (5) propose d'ameliorer la 

precision de 1' appareil connu par les documents (2) a 

(4) en modifiant la forme du coin de Fizeau . 
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Le document (6) divulgue . 1'" existence de 
problemes de reflexions parasites sur le coin de Fizeau 
de l 1 appareil connu par les documents (2) a (4) et, 
pour resoudre ces problemes, propose d'utiliser un coin 
de Fizeau ayant une lame d' entree a faces non 
parallSles . 

EXPOSE DE L' INVENTION 

La presente invention a pour objet un 
appareil de mesure de la longueur d'onde d'un faisceau 
lumineux, qui est fiable et plus simple & fabriquer que 
les appareils connus par les documents (5) et (6), le 
probleme des reflexions parasites n'etant d'ailleurs 
pas pose dans le document (5) . 

Les auteurs de la presente invention ont 
decouvert que le manque de fiabilite de 1' appareil 
connu par les documents (2) a (4) etait lie aux 
reflexions parasites sur la face d' entree du coin de 
Fizeau. Pour resoudre ce probleme de fiabilite, 
1' invention propose une solution facile a mettre en 
oeuvre du point de vue technologique a partir de la 
configuration decrite dans les documents (2) a (4), a 
savoir d'eclairer le coin de Fizeau d'un appareil du 
genre de celui qui est decrit dans ces documents par 
une onde lumineuse spherique et legerement divergente. 
Ceci n'est nullement evident au vu de l'etat de la 
technique car, selon le principe des interf erometres de. 
Fizeau, il faut eclairer le coin de Fizeau avec une 
onde plane, tout ecart a un tel eclairement se 
traduisant par la creation d' aberrations . 

De fagon precise, la presente invention a 
pour objet un appareil de mesure de la longueur d'onde 
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-d'un .faisceau lumineux, cet appareil comportant un 
ensemble de mesure .interf erometrique comprenant : 

- au moins un coin de Fizeau delimite par des premiere 
et deuxieme lames fixes, transparentes et faiblement 
inclinees l'une par rapport a 1' autre, le faisceau 
lumineux traversant le coin de Fizeau selon un chemin 
optique de longueur determinee et penetrant dans ce 
coin de Fizeau par la premiere lame, la face externe 
de cette premiere lame etant traitee anti-reflet, et 

- des moyens de detection, a haute resolution, de 
franges d' interf erence resultant de reflexions du 
faisceau lumineux sur les faces internes respectives 
des premiere et deuxieme lames, ces moyens de 
detection engendrant des signaux electriques 
correspondant a ces franges d' interf erence, 

1' appareil comportant aussi des moyens de traitement de 
ces signaux electriques, ces moyens de traitement etant 
aptes a calculer la longueur d' onde du faisceau 
lumineux a partir des positions des maxima des signaux 
electriques, 

cet appareil etant caracterise en ce que 1' ensemble de 
mesure interf erometrique comprend en outre des moyens 
de transformation optique prevus pour transformer le 
faisceau lumineux en une onde lumineuse spherique 
legerement divergente et pour eclairer le coin de 
Fizeau avec cette onde de maniere a eliminer les 
incertitudes de mesure resultant de reflexions 
parasites sur la premiere lame. 

Un traitement anti-reflet de la face 
externe de la premiere lame ne permet pas d' eliminer 
completement les reflexions parasites pour toutes les 
longueurs d'onde. Les incertitudes de mesure dues a ces 
reflexions parasites diminuent fortement en eclairant 
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le -coin de -Fizeau avec l'onde spherique legerement 
divergente. Certes, un tel eclairement provoque une 
modulation de 1' amplitude des f ranges d' interference a 
une frequence spatiale tres sup^rieure a celle 
engendree par 1' eclairement par une onde plane. Cette 
frequence est suffisante pour que la valeur moyenne du 
pas des franges ne soit plus af f ectee par cette 
modulation. 

Selon un mode de realisation prefere de 
l'appareil objet de 1' invention, les moyens de 
transformation optique comprennent : 

- des moyens de formation, a partir du faisceau 
lumineux, d'un faisceau divergeant a partir d'un 
point, et 

- des moyens de collimation prevus pour recevoir ce 
faisceau divergeant a partir d'un point et 
transformer celui-ci en 1'onde lumineuse spherique 
legerement divergente, ces moyens de collimation 
ayant un foyer legerement espace, d'une distance 
determinee, dudit point. 

Les moyens de collimation peuvent 
comprendre une lentille de collimation mais ils 
comprennent de preference un miroir spherique ou 
parabolique . 

Les moyens de formation du faisceau 
divergeant a partir dudit point peuvent comprendre un 
masque perce d'un trou, ce trou etant place au foyer 
d'un objectif tel qu'un objectif de microscope 
(recevant le faisceau dont on veut mesurer la longueur 
d'onde), mais ils comprennent de preference une fibre 
optique prevue pour transporter le faisceau lumineux, 
ledit point etant situe en une face d'extremite de 
cette fibre optique. 
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De maniSre a s'-af f ranchir du ^probleme de la 
variation du pas des f ranges d 'interference avec les 
aberrations du front d'onde incident sur le coin de 
Fizeau, les raoyens de detection sont de preference 
places dans un plan particulier, appele "plan de coupe" 
ou "plan de shearing", correspondant au coin de Fizeau. 
Au sujet de ce plan, on consultera les documents (1), 
(3) et (4). 

De preference, pour mesurer la longueur 
d'onde du faisceau lumineux de maniere absolue avec une 
precision tres grande, susceptible d'etre egale a 
6xl0" 9 , 1' appareil objet de 1' invention comprend deux 
coins de Fizeau. destines a etre eclaires par l'onde 
lumineuse spherique legerement divergente, les moyens 
de detection etant prevus pour detecter les franges 
d' interference correspondant a ces deux coins de 
Fizeau, Une telle precision de 6xl0" 8 est requise pour 
mesurer la longueur d'onde d'une source laser en regime 
pulse, dans le cas de la separation isotopique par 
laser ou de la spectroscopie . 

De preference egalement, ledit ensemble de 
mesure interf erometrique comprend en outre des moyens 
de compensation du chromatisme susceptible d'etre 
introduit par la premiere lame correspondant a chaque 
coin de Fizeau. 

Les moyens de detection peuvent comprendre 
avantageusement une barrette de photodiodes pour chaque 
coin de Fizeau. 

Pour s'aff ranchir des variations d'indice 
de refraction de l'air, chaque coin de Fizeau est de 
preference sous vide ("vacuum") . Pour ce faire, il est 
possible de faire le vide dans l'espace compris entre 
les deux lames correspondant a chaque coin de Fizeau. 
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Cependant, selon un mode de realisation prefere, 
particulierement interessant lorsque 1' ensemble de 
mesure interf erometrique est compact/ l'appareil objet 
de 1' invention comprend en outre une enceinte etanche 
5 munie de moyens pour y faire le vide et enfermant 
1' ensemble de mesure interf erometrique . 

De preference, en vue d'une stabilite a 
long terme de l'appareil objet de l f invention, celui-ci 
comprend en outre un socle, qui est prevu pour 
10 supporter 1' ensemble de mesure interf erometrique, et 
des moyens de stabilisation mecanique de ce socle. 

En vue de cette stabilite a long terme, il 
est egalement preferable que l'appareil objet de 
1' invention comprenne en outre des moyens de maintien 
15 de 1' ensemble de mesure interf erometrique a une 
temperature constante. 

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS 

La presente invention sera mieux comprise a 
la lecture de la description d'exemples de realisation 
20 donnes ci-apres, a titre purement indicatif et 
nullement limitatif, en faisant reference aux dessins 
annexes sur lesquels : 

• la figure 1 est une vue en perspective 
schematique d' un mode de realisation particulier 

25 de 1'appareil de mesure de longueur d' onde objet 

de 1' invention et 

• la figure 2 est une vue de dessus schematique et 
partielle de cet appareil. 
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EXPOSE DETAILLE DE MODES DE REALISATION PARTICULIERS 

1/ appareil con forme a 1 ' invention 

represents sur ces figures 1 et 2 est destine a mesurer 
la longueur d'onde d'un faisceau lumineux 2 emis par un 
laser 4. Une partie 6 de ce faisceau 2 est prelevee par 
exemple grace a un miroir semi-ref lechissant 8 place a 
4 5° du faisceau 2. Le faisceau lumineux constitue par 
cette partie 6 est utilise pour mesurer la longueur 
d'onde du faisceau 2 avec 1' appareil. 

Ce faisceau 6 est injecte par 
1' intermediate d'une lentille 10 dans une extremite 
d'une fibre optique 12 de preference monomode. L' autre 
extremite de la fibre optique 12 est montee dans un 
embout 14 (« ferrule ») . 

L' appareil des figures 1 et 2 comprend un 
miroir spherique ou parabolique 16, deux coins de 
Fizeau superposes 18 et 20, deux miroirs 22 et 24, deux 
lames de compensation superposees 26 et 28 et deux 
barrettes de photodiodes 30 et 32. 

Le miroir 16, les coins de Fizeau 18 et 20, 
les miroirs 22 et 24, les lames de compensation 26 et 
28 et les barrettes de photodiode 30 et 32 sont places 
sur un socle 34, 

L' embout 14 de la fibre optique 12 est fixe 
dans un support 36 comprenant des lames inferieure 38 
et superieure 40 pourvues de rainures en forme de V en 
regard l'une de 1' autre. L' embout est immobilise entre 
ces deux rainures lorsque la lame superieure 40 est 
fixee, par exemple par des vis 41, a la lame inferieure 
38, Le support 36 comprend egalement une base 42 sur 
laquelle sont fixees les deux lames 38 et 40. Cette 
base 42 est mobile suivant trois degres de liberte sur 
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le socle 34 en regard du miroir 16 : dans 1' exemple 
xepresente le .socle 34 comprend une rainure 44 
perpendiculaire A l'axe X du miroir 16 et la base 42 
est apte a coulisser dans cette rainure 44 (suivant la 
5 fldche fl) ; la base 42 est aussi reglable en hauteur 
(suivant la flSche f2) par rapport au socle 34 par 
exemple grace k des cales amovibles 4 6 de faible 
epaisseur, interpos^es entre cette base et le fond de 
la rainure ; de plus cette rainure a une largeur 

10 suffisante pour pouvoir faire varier la position en 
translation de cette base 42 dans la rainure 44 (ce que 
I'on a symbolise par la fl&che f3) . 

On regie le support 36 de fagon que l'axe Y 
de 1' extremite de la fibre placee dans 1'embout 14 soit 

15 confondu avec l'axe X du miroir 16 et que le point 
d* intersection de l'axe Y avec la face de cette 
extremite soit decale longitudinalement de quelques 
centaines de micrometres, typiquement 600 pm, du foyer 
F de ce miroir 16. Le faisceau lumineux divergent issu 

20 de cette extremite est alors reflechi par le miroir 16 
sous la forme d'une onde lumineuse spherique formant un 
faisceau legerement divergent 48 (au lieu d'etre 
precisement collimate si ce point d 1 intersection etait 
exactement au foyer F) . 

25 Les deux lames 38 et 40 sont suffisamment 

minces (chacune d'elles a par exemple une epaisseur de 
deux millimetres) pour n' intercepter qu'une tres faible 
partie du faisceau legerement divergent 48 reflechi par 
le miroir 16. 

30 L' extremite de la fibre optique placee dans 

1 1 embout 14 est comprise entre le miroir 16 et les deux 
coins de Fizeau superposes 18 et 20 comme on le voit 
sur la figure 1. Le faisceau legerement divergent 48 
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reflechi _par le miroir 16 atteint done ces .deux coins 
de Fizeau. Plus precisement, la partie superieure 48s 
( respect! vement inferieure 48i) de ce faisceau 48 est 
reflechie par le coin de Fizeau superieur 
( respect ivement inferieur 18) vers le miroir plan 24 
(respectivement 22) . 

La figure 2 montre schematiquement le coin 
de Fizeau inferieur 18 mais ce schema est valable pour 
le coin de Fizeau superieur 20. On voit que chaque coin 
de Fizeau est delimite par deux lames 49 et 50 en 
silice. La lame 49 constitue la lame d' entree du coin 
de Fizeau et a des faces paralleles et une epaisseur 
par exemple egale a 10 mm. La face externe ou face 
d' entree 52 de cette lame 49, face qui regoit le 
faisceau reflechi par le miroir 16, est recouverte 
d'une couche anti-reflet non representee. Les faces 
internes respectives 54 et 56 des deux lames 49 et 50 
ont une planeite de X/100 crete a crete, X etant la 
longueur d'onde d'un laser de test (633 nm) . De plus 
ces faces internes 54 et 56 font entre elles un angle 
aigu a de faible valeur, typiquement 2/1000 radian. Des 
cales d' epaisseur 58 et 60 en verre de type zerodur 
sont intercalees entre les deux lames 49 et 50 et ont 
une epaisseur de l'ordre de 1 mm pour le coin de Fizeau 
superieur 20 et de 20 mm pour le coin de Fizeau 
inferieur 18. Ces cales d' epaisseur 58 et 60 sont 
fixees aux lames 49 et 50 par adherence moleculaire. 

Les cales 58 et 60 d f un meme coin n'ont 
bien entendu pas exactement la meme epaisseur, car 
1' angle a est non nul. 

Le coin de Fizeau superieur 20 est fixe au 
coin de Fizeau inferieur 18 par adherence moleculaire 
de leurs lames respectives 50. De plus, le coin de 
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Fizeau infer ieur 18 est fixe ^au socle 34 par adherence 
moleculaire de la lame correspondante 50. Les deux 
lames 50 peuvent avoir une grande epaisseur egale par 
exemple A 25 mm. 

La lumiere provenant du coin 18 
( respect ivement 20) et reflechie par le miroir 22 
(respectivement 24) traverse la lame compensatrice 26 
(respectivement 28) . Ces lames compensatrices corrigent 
le chromatisme introduit par les lames 4 9 des deux 
coins de Fizeau. Cette correction de chromatisme peut 
etre amelioree en introduisant des coefficients de 
chromatisme de 1' ensemble de l'appareil, coefficients 
que l'on peut calculer pendant la phase d' etalonnage de 
cet appareil. 

Les ondes lumineuses reflechies par les 
faces internes 54 et 56 de chaque coin de Fizeau 18 ou 
20 interf^rent l'une avec 1' autre pour former, apres 
avoir traverse la lame compensatrice correspondante 2 6 
ou 28, des franges d' interference ,sur la barrette de 
photodiodes correspondante 30 ou 32. Chaque barrette de 
photodiode est placee au plan de shearing du coin de 
Fizeau correspondant (voir a ce sujet les documents 
(1), (3) et (4) : on rappelle que, pour un coin de 
Fizeau donne, le plan de shearing est le plan en lequel 
sont confondues les images des points des faces 
internes 54 et 56 ou se reflechit le faisceau 48, comme 
par exemple les points A et B de la figure 2) . Les 
orientations et positions relatives des coins de 
Fizeau, des miroirs plans, des lames compensatrices et 
des barrettes de photodiodes (prevues pour capter 
respectivement les franges d' interference qui leur 
correspondent) sont prevues a cet effet. 
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..Les ..hauteurs .et agencements jrelatifs des 
miroirs 22 et 24 sont prevus pour que les parties de 
faisceau inferieure 48i et superieure 48s, qui sont 
reflechies par les deux coins de Fizeau, reconstituent 
le faisceau 4 8 au-deli du miroir 22. Ensuite, chacune 
des parties inferieure et superieure du faisceau 4 8 
traverse la lame compensatrice correspondante et 
atteint la barrette de photodiodes correspondante. 

Dans l'exemple represents sur la figure 1, 
les barrettes 30 et 32 sont montees sur un bloc 62 
traverse par une fente inferieure 64 dont une extremite 
recoit la partie inferieure 48i du faisceau 48 et dont 
1' autre extremite est en regard de la barrette de 
photodiodes correspondante 30 pour transmettre a celle- 
ci la partie 48i par 1 ' intermediaire de la fente 64. Ce 
bloc 62 est pourvu d'une autre fente 66 situee au- 
dessus de la fente 64 et prevue pour recevoir la partie 
superieure 4 8s du faisceau 48. Cette fente 66 debouche, 
dans le bloc 60/ sur un miroir plan 68 a 45° qui recoit 
aussi cette partie superieure et la reflechit vers la 
barrette de photodiodes correspondante 32 a t ravers une 
autre fente 70 du bloc 62. 

Le miroir 16, le miroir 22, le miroir 24 et 
la lame de compensation 26 sont en silice et fixes au 
socle 34 en silice par adherence moleculaire. La lame 
28 est en silice et fixee par adherence moleculaire a 
la lame 26. Le socle 34 est place sur trois 
amortisseurs dont deux seulement sont representes sur 
la figure 1 et symbolises par des fleches M. Ces 
amortisseurs forment un appui stable « trait, point, 
plan ». L' ensemble de ces trois amortisseurs permet 
d' absorber les vibrations exterieures et d'eliminer les 
contraintes mecaniques. On assure ainsi une tres bonne 
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stabirite mecanique pour le socle "34 et les composants 
qui se trouvent sur ce dernier- D'autres dispositifs 
sont bien entendu possibles pour assurer la stabilite 
mecanique du socle 34, 

A titre purement indicatif et nulleiuent 
limitatif, les barrettes de photodiodes sont des 
barrettes de 1024 pixels, du genre de celles qui sont 
commercialisees par la societe Reticon. Les pixels de 
ces barrettes ont une hauteur de 2,5 mm pour une 
largeur de 25 pm, ce qui procure une sensibilite 
suffisante pour ne pas avoir & utiliser des lentilles 
de focalisation. 

Les signaux electriques respectivement 
fournis par les barrettes de photodiodes sont 
caracteristiques des f ranges d' interference 

correspondantes . Le signal electrique fourni par la 
barrette 30 (respectivement 32) est envoye a une carte 
electronique 72 (respectivement 74) d' amplification de 
ce signal. Les signaux ainsi amplifies sont envoyes a 
un ordinateur 76 qui calcule la longueur d' onde du 
faisceau lumineux 2 emis par le laser 4 en utilisant 
l'algorithme relatif a l'appareil decrit dans les 
documents (2) a (4) auxcjuels on se reportera. Cet 
ordinateur est muni de moyens 78 d'affichage des 
calculs . 

On precise que 1' utilisation des deux coins 
de Fizeau permet une mesure de longueur d' onde beaucoup 
plus precise que si l'on utilisait un seul coin de 
Fizeau etant donne que l'intervalle compris entre les 
deux lames du coin de Fizeau superieur est beaucoup 
plus grand que l'intervalle correspondant du coin de 
Fizeau inferieur, environ 20 fois plus grand dans 
l'exemple decrit. Le coin de Fizeau inferieur coopere 
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avec La barret.te .de -photodiodes correspondante pour 
mesurer le pas des f ranges, d f ou une valeur 
approximative de la longueur d' pnde du faisceau 2 emis 
par le laser 4. Au moyen de cette valeur approximative, 
on numerote les f ranges. Les numerous dependent des 
epaisseurs traversees. On aboutit a une deuxieme 
estimation de la longueur d'onde avec une precision 
amelioree. Avec cette deuxieme estimation, on sait 
numeroter les f ranges correspondant au coin de Fizeau 
superieur dont l'epaisseur est plus grande. 

Le socle 34 ainsi que tous les elements qui 
se trouvent sur ce socle sont places dans une enceinte 
etanche 8 0 munie de moyens de pompage 82 pour y faire 
le vide. Des moyens 84 de mesure de la pression dans 
cette enceinte sont egalement prevus. On precise que 
cette enceinte 80 (dont 1 'utilisation est facilitee par 
l'agencement compact de l f appareil de la figure 1) 
possede des passages etanches pour le pompage et pour 
la mesure de la pression, pour le passage de la fibre 
optique 12, pour les liaisons des barrettes de 
photodiodes a leurs cartes electroniques et pour la 
liaison d'une sonde de temperature a des moyens de 
regulation dont il est question ci-apres. 

L'interieur de 1' enceinte 80 est maintenu & 
une temperature stable a mieux qu' un dixieme de degre. 
Cette temperature est surveillee par une sonde de 
temperature 86 placee sur le socle 34, dans l f enceinte 
80. La stabilite en temperature s'obtient en plagant 
1' enceinte a vide 80 dans une deuxieme enceinte de 
regulation thermique non representee. Cette regulation 
thermique s'effectue a 1'aide de resistances 
chauff antes 88 qui sont comprises entre 1' enceinte 80 
et 1' enceinte de regulation thermique et de la sonde de 



2782383 



14 

" temperature 86. Une temperature de consigne est 
indiquee a un regulateur electronique 90 qui enclenche 
le fonctionnement des resistances chauff antes des que 
la temperature mesuree par la sonde 8 6 devient 
5 inferieure k la temperature de consigne. Un appareil 
electronique 92 appel6 "gradateur" est connecte entre 
le regulateur 90 et les resistances 88 et permet une 
mise en marche progressive de ces resistances. 

La stabilite £ long terme de 1' appareil des 

10 figures 1 et 2 est assuree par la mise sous vide des 
composants places sur le socle 34. II est preferable 
que les cartes electroniques d' amplification 72 et 74 
soient egalement dans 1' enceinte 80 sous vide en vue de 
cette stabilite. La regulation de la temperature et 

15 1' absorption des vibrations contribuent aussi a cette 
stabilite a long terme. Cette stabilite permet de ne 
pas avoir a effectuer regulierement un etalonnage de 
1' appareil. On precise que ce dernier est etalonne ci 
partir des franges d' interference relatives a 

20 1' emission de sources lasers dont les caracteristiques 
spectrales sont connues . 

Si l'on souhaite une precision inferieure a 
6xl0~ 8 sur la mesure de la longueur d'onde, par exemple 
une precision de 3xl0~ 6 , il est possible de simplifier 

25 1' appareil en utilisant un seul coin de Fizeau ainsi 
que le miroir plan, la lame compensatrice et la 
barrette de photodiodes correspondant a ce coin de 
Fizeau . 

De plus, au lieu des moyens de 
30 stabilisation de temperature mentidnnes plus haut, on 
peut placer 1' appareil dans une piece climatisee, 
mesurer la temperature dans cette derniere et corriger 
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la mesure de .longueur d'onde en fonction de la 
temperature mesuree. 

L' invention n'est pas limitee a la mesure 
de la longueur d'onde d'un faisceau laser, Elle 
s' applique egalement a la mesure de la longueur d'onde 
d'un faiseeau lumineux qui n'est pas parfaitement 
coherent. L' invention n'est pas non plus limitee a la 
mesure de la longueur d'un faisceau lumineux 
parfaitement mono chroma ti que . Elle s' applique 6galement 
a des mesures de sources lumineuses a plusieurs raies 
en modifiant de facon appropriee 1' algorithme . 

Le faisceau dont on mesure la longueur 
d'onde peut etre visible ou invisible (infrarouge et 
ultraviolet) . De plus, il peut §tre continu ou 
impulsionnel . 

Les documents cites dans la presente 
description sont les suivants : 

(1) J.J. Snyder, Laser wavelength meter, Laser Focus, 
vol.18, 1982, p. 55 

(2) J.J. Snyder, Apparatus and method for determination 
of wavelength : brevet US 4,173,442 

(3) J.J. Snyder, Algorithm for fast digital analysis of 
interference fringes, Applied Optics, vol.19, n°8, 
1980, p. 1223 

(4) M.B. Morris, T.J. Mellrath and J.J. Snyder, Fizeau 
wavemeters for pulsed laser wavelength 
measurements, Applied Optics, vol.23, n°21, 1984, 
p. 3862 
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(5) R.P. Hackel and M. Feldman, Wavelength meter having 
elliptical wedge : brevet US 5,168,324 



(6) R. Spolaczyk and K.E. Elssner : brevet DD290051. 
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RE VE ND I CAT I ONS 
.1. Appareil de mesure de la longueur d'onde 
d'un faisceau lumineux (2), cet appareil comportant un 
ensemble de mesure interf erometrique comprenant : 

- au moins un coin de Fizeau (18, 20) delimite par des 
premiere et deuxieme lames fixes, transparentes et 
faiblement inclinees l'une par rapport a 1' autre, le 
faisceau lumineux traversant le coin de Fizeau selon 
un chemin optique de longueur d6terminee et penetrant 
dans ce coin de Fizeau par la premiere lame, la face 
externe de cette premiere lame etant traitee anti- 
reflet, et 

- des moyens (30, 32) de detection, a haute resolution, 
de f ranges d' interf erence resultant de reflexions du 
faisceau lumineux sur les faces internes respectives 
des premiere et deuxieme lames, ces moyens de 
detection engendrant des signaux electriques 
correspondant a ces franges d' interf erence, 

1' appareil comportant aussi des moyens (72, 74, 76) de 
traitement de ces signaux electriques, ces moyens de 
traitement etant aptes a calculer la longueur d' onde du 
faisceau lumineux a partir des positions des maxima des 
signaux electriques, 

cet appareil etant caracterise en ce que 1' ensemble de 
mesure interf erometrique comprend en outre des moyens 
de transformation optique (12, 16) prevus pour 
transformer le faisceau lumineux en une onde lumineuse 
spherique legerement divergente et pour eclairer le 
coin de Fizeau avec cette onde de maniere a eliminer 
les incertitudes de mesure resultant de reflexions 
parasites sur la premiere lame. 
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2. Appareil selon la revendication 1, dans 
lequel les moyens de transformation optique 
comprennent : 

- des moyens (12) de formation, a partir du faisceau 
lumineux, d'un faisceau divergeant & partir d'un 
point, et 

- des moyens de collimation (16) prevus pour recevoir 
ce faisceau divergeant & partir d' un point et 
transformer celui-ci en l'onde lumineuse spherique 
legerement divergente, ces moyens de collimation 
ayant un foyer (F) legerement espace, d'une distance 
determinee, dudit point. 

3. Appareil selon la revendication 2, dans 
lequel les moyens de collimation comprennent un miroir 
spherique ou parabolique (16) . 

4. Appareil selon l'une quelconque des 
revendications 2 et 3, dans lequel les moyens de 
formation comprennent une fibre optique (12) prevue 
pour transporter le faisceau lumineux, ledit point 
etant situe en une face d'extremite de cette fibre 
optique . 

5. Appareil selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 4, dans lequel les moyens de 
detection (30, 32) sont places dans le plan de shearing 
correspondant au coin de Fizeau (18, 20) . 

6. Appareil selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 5, comprenant deux coins de Fizeau 
(18, 20) destines a etre eclaires par l'onde lumineuse 
spherique legerement divergente, les moyens de 
detection (30, 32) etant prevus pour detecter les 
f ranges d' interference correspondant a ces deux coins 
de Fizeau. 
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-7. Appareil selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 6, dans Sequel 1' ensemble de mesure 
interferometrique comprend en outre des moyens (2 6, 28) 
de compensation du chromatisme susceptible d'etre 
introduit par la premiere lame (49) correspondant a 
chaque coin de Fizeau (18, 20) . 

8. Appareil selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 7, dans lequel les moyens de 
detection comprennent une barrette de photodiodes (30, 
32) pour chaque coin de Fizeau (18, 20). 

9. Appareil selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 8, dans lequel chaque coin de Fizeau 
(18, 20) est sous vide. 

10. Appareil selon la revendication 9, 
comprenant en outre une enceinte etanche (80) munie de 
moyens (82) pour y faire le vide et enfermant 
1' ensemble de mesure interferometrique. 

11. Appareil selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 10, comprenant en outre un socle 
(34), qui est prevu pour supporter l'ensemble de mesure 
interferometrique, et des moyens (M) de stabilisation 
mecanique de ce socle. 

12. Appareil selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 11, comprenant en outre des moyens 
(86, 88, 90, 92) de maintien de l'ensemble de mesure 
interferometrique a une temperature constante. 
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